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摘 要：在计算机网络日益普及之时，考核、考试方式也从传统的纸笔形式向多元化发展，网络考试就是近年出现的一种 

新的在线考试方式。文中描述了一个基于Web技术的在线考试系统，运用 B／S模式结构，采用JSP4-JBBC技术实现，适 

合于企(事)业单位员工的工作性质，员工可在不同时间、不同地点参加针对其工作性质的网络在线考试。可实现计算机 

随机出题，当场阕卷，并对分数进行统计、查询、排名等处理，具有良好的实用性。 
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Abstract：Along with computer network popularizing day by day，test way alm develops from traditional written records form to diversified 

form．the network test is a new online test way which appeared in recem years．This paper pre~nts a W eb—based online test system，it 

usesB／Smodel structure．whichnmsinthe ruodeofJSP+JDBC．Itis suitableforwork charactersof staffsin enterprises andinstitutions． 

Staffs may join network online tests which adapt properties of their works in different time and places．n e system may realize the random 

setting themes，go over test papers on the spot，and Can to test grade for statistic，inquiring about，sorting and so on．It has the fine prag 

matism ． 
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0 引 言 

在计算机网络技术不断发展 ，网络遍布世界各地 

之时，各行各业所受影响也越来越大，利用网络来进行 

考试是考试方式的一种重大变革，而基于 Web技术的 

网络考试系统可以借助于遍布全球的因特网实现，考 

试可以不受时间和地点的制约，增加了考试的灵活性。 

试题内容可以由事先安排好的题库即时生成，随机考 

试，利用计算机当场阅卷 ，大大提高了阅卷效率，还可 

以根据需要对考试成绩进行存档、比较、统计、排序、分 

析等操作。 

针对不同类型的考试可以做出相应适合的网络考 

试系统，比如常见的在校学生的考试 J̈、培训班学生的 

考试、专业证书班学员的考试、不同类型企业员工的考 
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库、爵适汁算环境 

试、事业单位国家机关工作人员的考试等，总之，可以 

制作各行各业不同类型特点的网络考试系统。 

文中描述、设计了一个基于 Web技术的企(事)业 

单位的员工定期在线考试系统，企业公司有其自身的 

特点，在考试方式、时间、题 目的设置等方面与全 日制 

学校有较大区别。通常企业会在一个时间段内组织一 

次员工安全、技术能力方面的考试，企业各部门的工作 

性质不同，如果专门安排统一时间进行考试，则会给企 

业带来较大不方便 ，影响工作效率或职员的休息，并且 

还需要专人进行试卷批改和分数登记、统计，浪费大量 

的人力和物力。 

而文中设计的基于Web技术 J的在线考试系统， 

可不受时问和地点的制约，相关人员可随时参加公司 

组织的考试，并可利用计算机阅卷，保存各人在不同时 

期的考试成绩，还可以对相关成绩进行统计操作，提高 

效率且降低成本。 

本系统包含客户端、应用服务器端和后 台数据库 

端 ，试题库预先存放在数据库服务器上，采用目前较为 
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流行 ．Isi +JI)BC技术实现。 

l 系统分析、设计 

在线考试系统实现了在 网络上进行考试，使用 

web技术，对方便性、安全性和易维护性均有一定的 

好处，其结构可做成一种 B／S模式，让考试人员通过 

浏览器直接访问位于服务器上的试题，在客户端就不 

需要另外安装相关软件，既方便使用又利于维护。 

1．1 实现手段及基本构造 

服务器端程序的实现技术有多种，本系统采用了 

JSP(Java Server Pages)作为主要实现手段，它是基于 

Java Servlet以及整个Java体系的web开发技术，作为 

J2EE体系中的一环，JSP为创建高度动态的 web应用 

提供了一个独特的开发环境，它能够适应市场上大多 

数的服务器产品。JSP代码经服务器解释执行后能直 

接嵌入到HTML语言中，作为Java平台的一部分，JSP 

拥有 Java语言一次编写、多处运行的特点。与其它类 

似系统相 比较，jsP具有易学、运行速度快、运行开销 

小、平台无关性、扩展性强、安全性好、支持分布式处 

理、广泛的函数支持、多种数据库提供支持、应用广泛、 

厂商支持力度大、支持 XML、支持组件等优点。．JSP 

也是企业应用编程接口的一部分_3J3，它基于强大的Ja— 

va语言，具有良好的伸缩性，可与 Java Enterprise API 

紧密地集成在一起(本考试系统就是针对企业单位使 

用的)。 

企(事)业单位在线考试系统应有如下特点 ： 

(1)方便员工在时间、地点上的选择； 

(2)更新考题方便； 

(3)提高考试的公平性； 

(4)安全保密性； 

(5)即时自动阅卷并给出成绩 ； 

(6)低成本、高效率。 

本系统分为两大子系统模块：管理员子系统和员 

工子系统，系统功能划分框图见图 1。 

基本工作流程：为：首先登录窗口，判断是否为管理 

员，如是则进入管理 员界面，可进行员工信息管理、题 

库管理 、成绩统计及密码管理；如不是则进人员工 界 

面，如是被允许参加考试者则进行考试，对不同身份的 

考试者给出相应的试题，题库中的分类考试题库可以 

做得非常细致 ，比如同一工种的不同级别员工面临的 

试题分类不同，甚至可以针对某一特定的员工单独分 

类考试。 

由于本系统涉及到的数据库规模不大，可采用 

ACCESS数据库，连接方式采用JDBC—ODBC桥的方 

式，以下代码是用驱动程序(此时指 JDBC—ODBC桥 

驱动程序)建立连接所需步骤的连接代码： 

Class．forName(“sun．jdbc．od1)c．jdbcodbcDriver”)； 

String url=“jdbc：odbc：Kaoshi”： 

String userid=“”： 

String username=“”； 

String password=“”Ill ‘。 

Connection coil=DriverManager．getCormection(url，usefid， 

username，password)； 

建立 ODBC数据源，数据库连接成功后，建立首页 

即登录界面。 

数据库 j按功能分为人员库、试题库、考试数据 

库。其中人员库存放所有的用户数据，包括管理员和 

普通员i[5】的个人信息，库结构字段为用户号(关键 

词)、用户名、用户密码、是否已参加过本阶段考试；试 

题库中存放考试题信息，库结构字段为试题编号(关键 

词)、试题题目、试题选项、标准答案，对于不同类型的 

题目，试题选项、标准答案的结构设置会有所不同；考 

试数据库包含所有用户的考试成绩，库结构字段为用 

户号(关键词)、用户名、员工类型、考试成绩。 

1．2 员工子系统 

本模块主要由考试(包括登录、组题、答题、交卷)、 

成绩查询、身份验证几个部分组成。 

首先员工用 自己的姓名和密码进行登录，登录成 

功后可选择考试或成绩查询。 

图 l 系统功能框 图 

1．2．1 考试子模块 

如果点击考试，而本阶段还未 

经过考试，系统将生成试卷给员工 

进行考试。 

本考试模块完成以下四方面的 

工作： 

①是否为本时间段的第一次考 

试，这可通过判断阶段考试信息标 

志来确定； 

②随机抽取规 定数量的 题 目 

(不 同职别的员工可能题量不 同)， 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


· 228· 计算机技术与发展 第 l8卷 

但不能有重复的题目出现，故每提取一道题时都要与 

已经提取的题 目进行比较； 

③时间控制，即设置倒计时功能，当时间还剩 5分 

钟时给出提醒； 

④时间到则强行提交试卷。如果完成考试则点击 

交卷按钮，此时系统将显示本次考试成绩并登人系统 

备查，同时设置相应的阶段考试标志以防止在规定的 

同一时期内重复考试。 

下面是生成试卷的主要过程 ，可按照考试要求 ，分 

别到不同难度等级的题库中提取不同数量的题目来生 

成试卷，设试卷题 目数为 ，相关题库总题数为 z，流 

程图见图2。 

获取总题数 

声明一个长度为n的数组 

用随机函数循环产生数值在 1 

一m之间的随机数 

<一  
将此随机数存入数组 

对数组中数字捧序 I 
V  

I 按致组中的不同露号去相关题库中取题生成试卷 J 
图2 试卷生成流程图 

倒计时功能是如此实现的：按秒数设置总考试时 

间参数 t，专门编制一函数处理 t，如果 t：300(5分 

钟)则提示“时间还剩 5分钟，抓紧时间考试”，并且 t 

— t 1，否则不做提示，只做 t：t一1，本函数每秒调 

用一次，直至 t=0时，提示“时间到，交卷”，并强行提 

交试卷，结束员工考试。当员工交卷成功以后，调用 

gaijuan．jsp程序进行比对改卷，同时记录考试时间及成 

绩。 

1．2．2 成绩查询 

员工考试成绩 日后可以多次查询，如果员工在某 

规定时间内参加过考试，将可以查询到相关成绩，此功 

能与管理员成绩查询功能类似，但不同点是员工只能 

查询到本人的成绩，程序中利用 SQI 语句完成查询功 

能(调用 UCX．jsp文件)，较为简单。 

I．2．3 员工身份验证 

每个员工均有自己的身份密码，在一定条件下可 

以更改密码，通过凋用 chpwd．jsp，结果保留在 pwdsv． 

jsp中，这可用内建对象 ~sNion．getAttribute的参数取 

得用户号，用 request的 getparameter取得用户更改后 

的密码，然后执行SQL的update语句修改数据库中的 

相关内容，只有密码正确才能进行相关操作。 

1．3 管理员子系统 

本模块主要由员工信息管理 、题库管理、成绩统 

计、密码管理几个部分组成。 

1．3 1 员工信息管理 

主要用于增加、修改、删除员工名单，若要增加、修 

改则调用staffAddEd．jsp，若要删除则调用staffDe1．jsp。 

增加新员工时只需输人员工号、员工名、初始密码 ，并 

自动初置考试信息标志为 F，另外为了防止员工在同 
一 时期内重复考试，设置了员工考试信息标志参数，当 

员工登录后点击考试按钮时，系统先进行判断，如果此 

员工是本阶段第一次考试，则生成试卷，考试结束后自 

动计算和登记成绩并把考试信息标志参数设置为T， 

否则提示员工本阶段已考过 ，不得重考，而在每阶段开 

始考试之前管理员要先把所有员工的考试信息标志参 

数设为 F，这样员工就可以在本阶段随时进行考试。 

1．3．2 题库管理 

主要用于增加、修改、删除题库中的题目，通过调 

用Libmg．jsp文件，若涉及增加、修改操作则再调用 

LibAddEd．jsp，若要删除则再调用LibDe1．jsp。每道题 

目涉及的信息主要有题 目、答案、分值、难度系数、题 

型、员工职别等。 

1．3．3 成绩统计 

对个人及所有参加考试员工的成绩进行登记、排 

序，给出成绩分布图、历次考试成绩比较等。 

1．3．4 密码管理 

管理员有自己特定的用户名和密码，本人可以修 

改，另外还可以对员工的密码进行初始设置和查询各 

员工的密码修改情况。 

2 系统运行环境 

2．1 软硬件配置 

(1)客户端。硬件具有 128M 以上内存、200M 以 

上可用硬盘空间，联 网的 PC机；软件操作系统 Win 

dows 2000／XP／2003，或是 Linux／Unix，安装相应操作 

系统支持的浏览器。 

(2)服务器端。硬件具有 512M 以上内存，IG以 

上可用硬盘空间，联 网的 PC机；软件操作系统 Win． 

dows XI】I~rofe~ional、Windows Server 2003 
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2．2 开发工具 

(1)Java允许环境 Sun Java J2sdk1．5。因为要运 

行 JSP和 Servlet，首先要在机器上安装 Java环境 ，而 

Sun Java J2SL)K是 Sun公司免费为用户提供的Java语 

言软件开发工具包，它包含了所有编写运行Java程序 

所需要的工具：Java基本组件、库、Java编译器、Java解 

释器、小型应用程序浏览器以及一些用于开发 Java应 

用程序的有关程序等。 

(2)Apache Tomcat5．5。这是 Apache Group Jakar— 

ta小组开发的一个免费服务器软件，适合于嵌入 A． 

pache中应用，而且它的源代码可 以免费获得，并可以 

自由地对其进行扩充 ，它小巧灵活，占用系统资源少， 

很适合小型项目的开发。 

3 结束语 

网络考试是考试形式多样化的一种体现，它实现 

无纸化、提高阅卷效率、降低教师的工作量和劳动强 

度。文中介绍的是一种有别于在校学生的适合于企、 

事业单位员工的在线考试系统，可通过网络实行异地 

考试，不但提高了考试的效率，而且在某种程度上提高 

了企、事业单位的整体工作效率。本考试系统可以同 

时供多人进行远程网上在线考试 ，与 目前较流行的两 

类在线考试系统有所不同，⋯类是学校中使用的针对 

在校学生的考试系统，这种考试系统更强调管理功能， 

如对不同系科、专业学生的分类，试卷的分类管理，历 

史学籍档案成绩的查寻，补考、重修成绩的登记、管理； 

另一类是证书考试系统，更强调考试系统的安全性、实 

用性，主要侧重于题库随机出题的功能，对题库的管理 

要求较高，如对各类题目的难易度、知识点的覆盖面、 

不同级别证书的要求等。而本系统与上述两种系统既 

有类似之处 ，又有 自己的特点 ，本系统强调考试时间的 

灵活性，考题范围针对某特定企(事)业单位，比较单 
一

，但可以通过改变数据库内容的方法推广到不同的 

企(事)业单位使用。 
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推出10kv、5kV的离子束切割，并将此作为一个大的 

卖点，以顺应IC制程发展的趋势对失效分析手段提出 

的挑战。降低TEM样品制备过程中的离子束加速电 

压可以减小“非晶层”的厚度，但毕竟还不是治本之 

法，低能量的离子束同样也会损伤样品，引入不必要的 

人为影响。所以更为有效，并且简单可行的方法也在 

讨论当中。 

最理想 的方法，还是 开发 类似于 Pt dep和 EE 

Etch这样的GIS配方。正常状况下 ，Pt dep是通过离 

子束解离 Pt的有机挥发气体，沉积 Pt的。通过电子 

束进行解离也是在应用中经常用到的一种手段，只是 

电子束解离沉积的速度比较慢。使用电子束最大的优 

点就在于电子束基本不会对样品形成损伤。如果能够 

开发用电子束进行解离，然后进行 etch的GIS，这样不 

会损伤到样品。但是这种GIS的蚀刻选择比不是最优 

化的。这种 GIS配方的优点在于清除彻底，并且无污 

染，操作也会很方便。在FIB里面减薄样品之后，插入 

GIS的针，处理一下 ，取出样品，就可以放人 TEM 观 

察。对比之前的降低离子束加速电压的方法，这种方 

法用到的是电子束，所以清除更彻底。 

由于设备、材料和相关知识的限制，这些想法都只 

在设想中，还需要进一步的学习和研究。 
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